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摘要(译)

公开了一种液晶面板，测试电路及其测试方法。测试电路包括短路棒，
焊盘和开关。开关布置在短路棒和焊盘之间。在测试过程中，开关在接
收到测试信号时接通，以便将测试信号从短路棒传输到焊盘。当测试过
程结束时，开关关闭以防止液晶面板在液晶面板的正常屏幕显示期间受
到键合焊盘的信号的影响。以这种方式，降低了制造成本。
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